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Fig. E.11 (c) Gesimuleerde kenkromme van die bandsperfilter vir die 360 - 364 kHz band.
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Tabel E.15 Windingsdata vir die serie induktors van 'n 150 ohm filter met 'n f, van 361.79 kHz.

R
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Technology, Free State

SERIE INDUKTOR DATA VIR FIG. E.10 (b)

Induktor | Kern A_ Kern | "Slug" | Koper Litz Aantal Wentol A, waarde | Ware Aantal
in mH inmH | Grootte % AWG | "Served" | Windings | Kapasiteit effektief Windings
3.656 100 2616 10 27 25/41 186.60 200 104 182.98
1.785 100 2616 10 27 25/41 130.38 200 103 128.47
3.966 100 2616 10 27 25/41 194.35 200 104 190.57

Tabel E.16 Windingsdata vir die serie induktors van 'n 2k ohm filter met 'n f, van 361.79 kHz.
SERIE INDUKTOR DATA VIR FIG. E.11 (b)

Induktor | Kern A, Kern | "Slug” | Koper Litz Aantal Wentol A, waarde | Ware Aantal
in mH in mH Grootte % AWG | "Served" | Windings | Kapasiteit effektief Windings
48.743 100 2616 10 33 6/41 681.34 794 103 671.34

23.8 100 2616 10 33 6/41 476.10 794 102 471.40
52.877 100 2616 10 33 6/41 709.64 794 104 695.86
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Tabel E.17 Windingsdata vir die sjunt induktors van 'n 150 ohm filter met 'n f, van 361.79 kHz.

INDUKTOR DATA VIR FIG. E.10 (b)

Induktor AL "Slug" | Koper Litz Wentol A Kapasitor Res. Kap. Hoof induktor Sub induktor Primére Sekondére

in yH in mH % AWG "Served" Maks. effektief in nF in nF in uH in pH windings windings
1.022 63 10 32 8/41 68 65 188.398 1 192.5428 1.022 53.11 3.93
1.027 63 10 32 8/41 68 65 189.392 1 194.5056 1.027 53.38 3.94
0.945 63 10 32 8/41 68 65 203.047 1 191.9007 0.945 53.03 3.78
0.953 63 10 32 8/41 68 65 204.752 1 195.1373 0.953 53.47 3.80

Kerngrootte is 11/07.
Tabel E.18 Windingsdata vir die sjunt induktors van 'n 2k ohm filter met 'n f, van 361.79 kHz.
INDUKTOR DATA VIR FIG. E.11 (b)

Induktor AL "Slug"” | Koper Litz Wentol AL Kapasitor | Res. Kap. Hoof induktor Sub induktor Primére Sekondére

in pH in mH % AWG "Served" Maks. effektief in nF in nF in pH in puH windings windings
13.623 63 10 33 6/41 86 63 14.130 1 192.4930 13.623 53.94 14.35
13.695 63 10 33 6/41 86 63 14.204 1 194.5238 13.695 54.23 14.39
12.601 63 10 33 6/41 86 63 15.229 1 191.9006 12.601 53.86 13.80
12.707 63 10 33 6/41 86 63 15.356 1 195.1287 12.707 54.31 13.86

Kerngrootte is 11/07.
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Tabel F.1 Intermodulasieproduk evaluering teen 50 + j 17 ohm.

Ossiloskoop: HP 54610

Lasimpedansie: 50 + j 17 ohm
Hibried verstel vir: 50 +j 17 ohm

Sendband: 260 kHz - 264 kHz

Tipe draerstelsel: Brown Boveri ETI 21

Piek omhullings drywing (P.E.P): 10 Watt

Seinvlakmeter: Wandel & Goltermann SPM - 33

Seingenerator: Wandel & Goltermann PS - 33

P.E.P gemeet

Seinvlak per

Seinvilak van

Dinamiese strek
tussen

fundamenteel | Intermodulasie-
by toetspunt A ‘ fundamentele en
. by toetspunt | produkte in dBm .
in Watt en dBm A by toetspunt A Intermodulasie-
produkte in dB
Watt | dBm in dBm *IM.1 | **IM. 2 *IM. 1 **IM. 2
|
9 39.54 33.54 -28.0 -27.9 67.5 67.4
9.5 39.78 33.78 -27.5 -27.7 67.3 67.5
10 40.00 34.00 -27.0 -27.2 67.0 67.2
10.5 | 40.21 34.21 -26.8 -26.8 67.0 67.0
11 40.41 34.41 -26.3 -26.1 66.7 66.5
11.5 | 40.61 34.61 -25.4 -25.9 66.0 66.5
¥ 40.79 34.79 -24.7 -25.0 | 65.5 65.8
12.5 | 40.97 34.97 -24.0 -24.2 65.0 65.2
13 41.14 35.14 -23.5 -23.8 64.6 64.9
14 41.46 35.46 -22.4 -22.7 63.9 64.2
15 41.76 35.76 | -22.1 -22.5 63.9 64.3

Eerste fundamentele frekwensie = 260.35 kHz
*Eerste 3 de orde Intermodulasieproduk = 257.40 kHz

Tweede fundamentele frekwensie = 263.30 kHz
**Tweede 3 de orde Intermodulasieproduk = 266.25 kHz

Die toetsinstrument en apparaat opstelling word aangetoon in figuur 2.7.
Toetspunt A is by die seinvlakmeter inset.
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Tabel F.2 Intermodulasieproduk evaluering teen 50 +j 51 ohm.

Tipe draerstelsel: Siemens ESB 400

Piek omhullings drywing (P.E.P): 10 Watt

Lasimpedansie: 50 + j 51 ohm

Hibried verstel vir: 50 + j 51 ohm

Sendband: 160 kHz - 164 kHz

Seinvlakmeter: Wandel & Goltermann SPM - 33

Seingenerator: Wandel & Goltermann PS - 33

Ossiloskoop: HP 54610

P.E.P gemeet

Seinvlak per

Seinvlak van

Dinamiese strek
tussen

by toetspunt A fundamenteel| Intermodulasie- W S
: by toetspunt | produkte in dBm g

in Watt en dBm A by toetspunt A Intermodulasie-
produkte in dB

Watt | dBm in dBm M1 | *™IM.2 | *IM.1 **IM. 2
5 36.99 30.99 -26.1 -26.5 63.1 63.5
5.5 | 37.40 31.40 -26.0 -26.3 63.4 63.7
6 37.78 31.78 -25.5 -26.0 63.3 63.8
6.5 38.13 2. 13 -24.8 -25.4 62.9 63.5
7 38.45 32.45 -24.2 -24.7 62.7 63.2
7.5 38.75 24D -23.4 -24.1 62.2 62.9
8 39.03 33.03 -22.6 -22.8 61.6 - 61.8
8.5 | 39.29 33.29 -21.0 -21.4 60.3 60.7
9 39.54 33.54 -20.3 -20.7 59.8 60.2
9.5 | 39.78 33.78 -19.8 -20.1 59.6 59.9
10 40.00 34.00 -19.4 -19.7 59.4 59.7

Eerste fundamentele frekwensie = 160.35 kHz
*Eerste 3 de orde Intermodulasieproduk = 157.40 kHz

Tweede fundamentele frekwensie = 163.30 kHz
**Tweede 3 de orde Intermodulasieproduk = 166.25 kHz

Die toetsinstrument en apparaat opstelling word aangetoon in figuur 2.7.
Toetspunt A is by die seinvlakmeter inset.
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Tabel F.2 Intermodulasieproduk evaluering teen 50 + j 51 ohm.

Ossiloskoop: HP 54610

Tipe draerstelsel: Siemens ESB 400
Piek omhullings drywing (P.E.P): 10 Watt

Lasimpedansie: 50 + j 51 ohm
Hibried verstel vir: 50 + j 51 ohm

Sendband: 160 kHz - 164 kHz
Seinvlakmeter: Wandel & Goltermann SPM - 33

Seingenerator: Wandel & Goltermann PS - 33

P.E.P gemeet

Seinvlak per

Seinvlak van

Dinamiese strek
tussen

b fundamenteel| Intermodulasie-
y toetspunt A " fundamentele en
. by toetspunt | produkte in dBm .
in Watt en dBm 2 by toetspunt A Intermodulasie-
produkte in dB
Watt | dBm in dBm IM.1 | *™IM.2 | *IM. 1 **IM. 2
|
5 36.99 30.99 -26.1 -26.5 63.1 63.5
55 | 3740 31.40 -26.0 -26.3 63.4 63.7
6 37,78 31.78 -25.5 -26.0 63.3 63.8
65 |38.13 22.13 -24.8 -25.4 62.9 63.5
¥ 38.45 32.45 -24.2 -24.7 62.7 63.2
7.5 | 3B.75 32,75 -23.4 -24.1 62.2 62.9
8 39.03 33.03 -22.6 -22.8 61.6 ' 61.8
8.5 | 39.29 33.29 -21.0 -21.4 60.3 60.7
9 39.54 33.54 -20.3 -20.7 59.8 60.2
9.5 | 39.78 33.78 -19.8 -20.1 59.6 59.9
10 40.00 34.00 -19.4 -19.7 59.4 59.7

Die toetsinstrument en apparaat opstelling word aangetoon in figuur 2.7.
Toetspunt A is by die seinvlakmeter inset.

Eerste fundamentele frekwensie = 160.35 kHz
*Eerste 3 de orde Intermodulasieproduk = 157.40 kHz

Tweede fundamentele frekwensie = 163.30 kHz
“*Tweede 3 de orde Intermodulasieproduk = 166.25 kHz
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Tabel F.3 Intermodulasieproduk evaluering teen 78 +j 17 ohm.

Tipe draerstelsel: Siemens ESB 400

Piek omhullings drywing (P.E.P): 40 Watt

Lasimpedansie': 78 +j17 ohm

Hibried verstel vir: 78 + j 17 ohm

Sendband: 260 kHz - 264 kHz

Seinvlakmeter: Wandel & Goltermann SPM - 33

Seingenerator: Wandel & Goltermann PS - 33

Ossiloskoop: HP 54610

P.E.P gemeet

Seinvlak per

Seinvlak van

Dinamiese strek
tussen

by toetspunt A fundamenteel| Intermodulasie- fidamantala B
: by toetspunt | produkte in dBm "

in Watt en dBm A by toetspunt A Intermodulasie-
produkte in dB

Watt | dBm in dBm *IM.1 | *IM. 2 *IM. 1 **IM. 2
15 41.76 35.76 -26.5 -27.1 68.3 68.9
16 42.04 36.04 -26.3 -26.7 68.3 68.7
17 42.30 36.30 -25.9 -25.4 68.2 67.T
18 42.55 20.05 -24.5 -24.8 67.1 67.4
19 42.79 36.79 -24.2 -24.0 67.0 66.8
20 43.01 37.01 -23.8 -23.8 66.8 66.8
21 43.22 37,22 -22.7 -22.4 65.9 65.6
22 43.42 37.42 -21.3 -22.0 64.7 65.4
23 43.62 37.62 -20.4 -21.5 64.0 65.1
24 43.80 37.80 -19.5 -20.3 63.3 64.1
25 43.98 37.98 -19.3 -19.7 63.3 63.7

Eerste fundamentele frekwensie = 260.35 kHz
*Eerste 3 de orde Intermodulasieproduk = 257.40 kHz

Tweede fundamentele frekwensie = 263.30 kHz
*Tweede 3 de orde Intermodulasieproduk = 266.25 kHz

Die toetsinstrument en apparaat opstelling word aangetoon in figuur 2.7.
Toetspunt A is by die seinvlakmeter inset.
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Tabel F.4 Intermodulasieproduk evaluering teen 78 + j 34 ohm.

Tipe draerstelsel: Brown Boveri ETI 101

Piek omhullings drywing (P.E.P): 100 Watt

Lasimpedansie: 78 +j 34 ohm

Hibried verstel vir: 78 + j 34 ohm

Sendband: 360 kHz - 364 kHz

Seinvlakmeter: Wandel & Goltermann SPM - 33

Seingenerator: Wandel & Goltermann PS - 33

Ossiloskoop: HP 54610

Seinvlak per

Seinvilak van

Dinamiese strek

P.E.P gemeet i tussen
by toetspunt A fundamenteel| Intermodulasie- | o 00 neis on
; by toetspunt | produkte in dBm .
in Watt en dBm A by toetspunt A Intermodulasie-
produkte in dB
Watt | dBm in dBm M1 | *IM.2 | *IM. 1 **IM. 2
40 46.02 40.02 -29.0 -28.4 75.0 74 .4
42 46.23 40.23 -28.6 -28.6 74.8 74.8
44 46.43 40.43 -27.4 -28.0 73.8 74 .4
46 46.63 40.63 -26.5 -27.3 i3] 73.9
48 46.81 40.81 -25.9 -26.1 2.7 72.9
50 46.99 40.99 -25.6 -25.7 72.6 T2
52 47.16 41.16 -25.2 -25.0 72.4 72.2
54 47.32 41.32 -24.3 -24.0 71.6 1.3
56 47 .48 41.48 -24.0 -23.8 715 713
58 47.63 41.63 -23.8 -23.3 71.4 70.9
60 |47.78 | 41.78 231 | -22.6 70.9 70.4

Eerste fundamentele frekwensie = 360.35 kHz
*Eerste 3 de orde Intermodulasieproduk = 357.40 kHz

Tweede fundamentele frekwensie = 363.30 kHz
“*Tweede 3 de orde Intermodulasieproduk = 366.25 kHz

Die toetsinstrument en apparaat opstelling word aangetoon in figuur 2.7.
Toetspunt A is by die seinvlakmeter inset.
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Tabel F.5 Intermodulasieproduk evaluering teen 128 + j 0 ohm.

Ossiloskoop: HP 54610

Lasimpedansie: 128 + j 0 ohm
Hibried verstel vir: 128 + j 0 ohm

Sendband: 160 kHz - 164 kHz

Tipe draerstelsel: Siemens ESB 400

Piek omhullings drywing (P.E.P): 40 Watt

Seinvlakmeter: Wandel & Goltermann SPM - 33

Seingenerator: Wandel & Goltermann PS - 33

P.E.P gemeet

Seinvlak per

Seinvlak van

Dinamiese strek
tussen

'by toetspunt A fg;?:g::;?ﬁ] ::;ZLT(?:;':adséz fundamentele.en
in Watt en dBm A by toetspunt A Intermodulasie-
produkte in dB

Watt | dBm in dBm IM.1 | *IM.2 | *IM. 1 **IM. 2
15 41.76 35.76 -27.6 -27.0 69.4 68.8
16 42.04 36.04 -27.2 -27.4 69.2 69.4
17 42.30 36.30 -26.4 -26.0 68.7 68.3
18 42 55 36.55 -25.7 -25.3 68.3 67.9
19 42.79 36.79 -24.2 -24.7 67.0 67.5
20 43.01 37.01 -23.0 -24.0 66.0 67.0
21 | 43.22 37.22 225 | -236 65.7 66.8
22 43.42 37.42 -21.8 -22.0 65.2 65.4
23 43.62 37.62 -20.6 -21.4 64.2 65.0
24 43.80 37.80 -19.8 -20.6 63.6 64.4
25 43.98 37.98 -19.3 -19.8 63.3 63.8

Eerste fundamentele frekwensie = 160.35 kHz
*Eerste 3 de orde Intermodulasieproduk = 157.40 kHz

Tweede fundamentele frekwensie = 163.30 kHz
“*Tweede 3 de orde Intermodulasieproduk = 166.25 kHz

Die toetsinstrument en apparaat opstelling word aangetoon in figuur 2.7.
Toetspunt A is by die seinvlakmeter inset.
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Tabel F.6 Intermodulasieproduk evaluering teen 128 +j 17 ohm.

Tipe draerstelsel: Brown Boveri ETI 21

Piek omhullings drywing (P.E.P): 10 Watt

Lasimpedansie: 128 +j 17 ohm

Hibried verstel vir: 128 +j 17 ohm

Sendband: 260 kHz - 264 kHz

Seinvlakmeter: Wandel & Goltermann SPM - 33

Seingenerator: Wandel & Goltermann PS - 33

Ossiloskoop: HP 54610

: . Dinamiese strek
Seinvlak per Seinvlak van
P.E.P gemeet y tussen
fundamenteel | Intermodulasie-
by toetspunt A : fundamentele en
; by toetspunt | produkte in dBm .
in Watt en dBm A ———— Intermodulasie-
y P produkte in dB
Watt | dBm in dBm *IM.1 | **IM, 2 IM. 1 IM. 2
9 39.54 33.54 -27.4 -28.0 66.9 67.5
9.5 39.78 33.78 -27.2 -27.9 67.0 67.7
10 40.00 34.00 -26.8 -27.5 66.8 67.5
10.5 | 40.21 34.21 -26.1 -27.0 66.3 67.2
11 40.41 34.41 -25.8 -26.4 66.2 66.8
11.5 | 40.61 34.61 -25.0 -25.6 65.6 66.2
12 40.79 34.79 -24.6 -24.3 65.4 65.1
12.5 | 40.97 34.97 -23.5 -23.0 64.5 64.0
13 41.14 35.14 -22.7 -22.3 63.8 63.4
14 41.46 35.46 -21.8 -22.0 63.3 63.5
15 41.76 35.76 -19.3 -20.4 61.1 62.2

Die toetsinstrument en apparaat opstelling word aangetoon in figuur 2.7.
Toetspunt A is by die seinvlakmeter inset.

Eerste fundamentele frekwensie = 260.35 kHz

*Eerste 3 de orde Intermodulasieproduk = 257.40 kHz

Tweede fundamentele frekwensie = 263.30 kHz

*Tweede 3 de orde Intermodulasieproduk = 266.25 kHz
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Tabel F.7 Intermodulasieproduk evaluering teen 128 + j 34 ohm.

Tipe draerstelsel: Siemens ESB 400

Piek omhullings drywing (P.E.P): 80 Watt

Lasimpedansie: 128 + j 34 ohm

Hibried verstel vir: 128 + j 34 ohm

Sendband: 360 kHz - 364 kHz

Seinvlakmeter: Wandel & Goltermann SPM - 33

Seingenerator: Wandel & Goltermann PS - 33

Ossiloskoop: HP 54610

Dinamiese strek

Seinvlak per Seinvlak van
P.E.P gemeet . tussen
fundamenteel | Intermodulasie-
by toetspunt A . fundamentele en
: by toetspunt | produkte in dBm :
in Watt en dBm A f ket & Intermodulasie-
y pu produkte in dB
Watt dBm in dBm *IM. 1 **IM. 2 IM. 1 IM. 2
35 45.44 39.44 -22.6 -23.4 68.0 68.8
36 45.56 39.56 -22.0 -22.7 67.6 68.3
37 45.68 39.68 -21.8 -22.0 67.5 67.7
38 45.80 39.80 -21.5 -21.7 67.3 67.5
39 45.91 39.91 -21.0 -21.6 66.9 67.5
40 46.02 40.02 -20.8 -20.0 66.8 66.0
41 46.13 40.13 -20.2 -20.0 66.3 66.1
42 46.23 40.23 -19.7 -19.8 65.9 66.0
43 46.33 40.33 -19.6 -19.0 65.9 65.3
44 46.43 40.43 -19.0 -18.7 65.4 65.1
45 46.53 40.53 -18.7 -18.4 65.2 64.9

Eerste fundamentele frekwensie = 360.35 kHz
*Eerste 3 de orde Intermodulasieproduk = 357.40 kHz

Tweede fundamentele frekwensie = 363.30 kHz
“*Tweede 3 de orde Intermodulasieproduk = 366.25 kHz

Die toetsinstrument en apparaat opstelling word aangetoon in figuur 2.7.
Toetspunt A is by die seinvlakmeter inset.
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Tabel F.8 Intermodulasieproduk evaluering teen 50 +j 0 ohm.

Tipe draerstelsel: Siemens ESB 400

Piek omhullings drywing (P.E.P): 10 Watt

Lasimpedansie: 50 +j0 ohm
Hibried verstel vir: 75+j0ohm

Sendband: 160 kHz tot 164 kHz
Seinvlakmeter: Wandel & Goltermann SPM - 33
Seingenerator: Wandel & Goltermann PS - 33

Ossiloskoop: HP 54610

E Y Dinamiese strek
Seinvlak per Seinvlak van
P.E.P gemeet . tussen
fundamenteel| Intermodulasie-
by toetspunt A . fundamentele en
: by toetspunt | produkte in dBm A
in Watt en dBm A v toatanart A Intermodulasie-
y toetsp produkte in dB
Watt | dBm in dBm IM.1 | *IM.2 ] *IM. 1 **IM. 2
5 36.99 30.99 -26.5 -26.3 63.5 63.3
55 | 37.40 31.40 -25.0 -25.4 62.4 62.8
6 37.78 31.78 -24.2 -24.1 62.0 61.9
6.5 | 38.13 32.13 -23.2 -22.5 61.3 60.6
7 38.45 32.45 -22.4 -21.9 60.9 60.4
7.5 |38.75 32.75 -21.4 -21.7 60.2 60.5
8 39.03 33.03 -21.0 -21.3 60.0 60.3
85 | 39.29 33.29 -20.1 -20.1 59.4 59.4
9 39.54 33.54 -18.7 -19.5 58.2 59.0
9.5 | 39.78 33.78 -18.1 -19.0 57.9 58.8
10 40.00 34.00 -17.3 -17.8 57.3 57.8

Die toetsinstrument en apparaatopstelling word aangetoon in figuur 2.7.
Toetspunt A is by die seinvlakmeter inset.

Eerste fundamentele frekwensie = 160.35 kHz
*Eerste 3 de orde Intermodulasieproduk = 157.40 kHz

Tweede fundamentele frekwensie = 163.30 kHz
**Tweede 3 de orde Intermodulasieproduk = 166.25 kHz
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Tabel F.9 Intermodulasieproduk evaluering teen 50 + j 34 ohm.

Tipe draerstelsel: Siemens ESB 400

Piek omhullings drywing (P.E.P): 40 Watt

R

_ Hibried verstel vir: 75 -

Sendband: 360 kHz - 364 kHz
Seinviakmeter: Wandel & Goltermann SPM - 33
Seingenerator: Wandel & Goltermann PS - 33

Ossiloskoop: HP 54610

: . Dinamiese strek
Seinvlak per Seinviak van
P.E.P gemeet : tussen
fundamenteel| Intermodulasie-
by toetspunt A : fundamentele en
; by toetspunt | produkte in dBm ¢

in Watt en dBm A RA— Intermodulasie-
y P produkte in dB

Watt | dBm in dBm *IM.1 | **IM. 2 IM. 1 IM. 2
15 41.76 35.76 -26.7 -26.4 68.5 68.2
16 42.04 36.04 -26.0 -26.2 68.0 68.2
17 42.30 36.30 -25.1 -25.4 67.4 67.7
18 42.55 36.55 -24.3 -24.3 66.9 66.9
19 42.79 36.79 -23.5 -23.2 66.3 66.0
20 43.01 37.01 -22.3 -22.0 65.3 65.0
21 43.22 37.22 -21.6 -21.0 64.8 64.2
22 43.42 37.42 -19.8 -20.3 63.2 63.7
23 43.62 37.62 -19.2 -19.4 62.8 63.0
24 43.80 37.80 -19.0 -18.9 62.8 62.7
25 43.98 37.98 -18.9 -18.3 62.9 62.3

Die toetsinstrument en apparaatopstelling word aangetoon in figuur 2.7.
Toetspunt A is by die seinvlakmeter inset.

Eerste fundamentele frekwensie = 360.35 kHz
*Eerste 3 de orde Intermodulasieproduk = 357.40 kHz

Tweede fundamentele frekwensie = 363.30 kHz
*Tweede 3 de orde Intermodulasieproduk = 366.25 kHz
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Tabel F.10 Intermodulasieproduk evaluering teen 78 + j 51 ohm.

Tipe draerstelsel: Siemens ESB 400

Piek omhullings drywing (P.E.P): 80 Watt

Lasimpedansie: 78 + j 51 ohm
Hibried verstel vir: 75 + j 0 ohm

Sendband: 260 kHz - 264 kHz

Seinvlakmeter: Wandel & Goltermann SPM - 33

Seingenerator: Wandel & Goltermann PS - 33

Ossiloskoop: HP 54610

» ’ Dinamiese strek
Seinvlak per Seinviak van
P.E.P gemeet . tussen
fundamenteel| Intermodulasie-
by toetspunt A . fundamentele en
: by toetspunt | produkte in dBm ;

in Watt en dBm A by toetsbunt A Intermodulasie-
y P produkte in dB

Watt | dBm in dBm *IM. 1 *IM. 2 *IM. 1 **IM. 2
35 45.44 39.44 -23.5 -23.6 68.9 69.0
36 45.56 39.56 -22.7 -23.1 68.3 68.7
37 45.68 39.68 -22.1 -22.0 67.8 67.7
38 45.80 39.80 -21.3 -21.2 67.1 67.0
39 45.91 39.91 -20.8 -21.0 66.7 66.9
40 46.02 40.02 -20.5 -20.4 66.5 66.4
41 46.13 40.13 -20.2 -20.2 66.3 66.3
42 46.23 40.23 -20.0 -19.7 66.2 65.9
43 46.33 40.33 -19.9 -19.4 66.2 65.7
44 46.43 40.43 -19.6 -20.0 66.0 66.4
45 46.53 40.53 -19.6 -19.2 66.1 65.7

Die toetsinstrument en apparaatopstelling word aangetoon in figuur 2.7.
Toetspunt A is by die seinvlakmeter inset.

Eerste fundamentele frekwensie = 260.35 kHz

*Eerste 3 de orde Intermodulasieproduk = 257.40 kHz

Tweede fundamentele frekwensie = 263.30 kHz
**Tweede 3 de orde Intermodulasieproduk = 266.25 kHz
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Tabel F.11 Intermodulasieproduk evaluering teen 128 +j 17 ohm.

181

Tipe draerstelsel: Brown Boveri ETI 21

Piek omhullings drywing (P.E.P): 10 Watt

Lasimpedansie: 128 +j 17 ohm
Hibried verstel vir: 75 + j 0 ohm

Sendband: 260 kHz - 264 kHz

Seinvlakmeter: Wandel & Goltermann SPM - 33

Seingenerator: Wandel & Goltermann PS - 33

Ossiloskoop: HP 54610

Seinvilak per

Seinvlak van

Dinamiese strek

P.E.P gemeet - tussen
by toetspunt A f: hamanieal lntermodylasne- fundamentele en
i y toetspunt | produkte in dBm ;
in Watt en dBm A by toetspunt A Intermodulasie-
produkte in dB
Watt | dBm in dBm *IM.1 | *™IM.2 | *IM. 1 **IM. 2
9 39.54 33.54 -27.0 -27.5 66.5 67.0
9.5 | 39.78 33.78 -26.8 -27.3 66.6 67.1
10 40.00 34.00 -26.8 -27.1 66.8 67.1
10.5 | 40.21 34.21 -25.4 -26.8 65.6 67.0
11 40.41 34.41 -25.1 -25.7 65.5 66.1
11.5 | 40.61 34.61 -24.5 -25.4 65.1 66.0
e 40.79 34.79 -24.0 -23.6 64.8 64.4
12.5 | 40.97 34.97 -23.9 -22.0 64.9 63.0
13 41.14 35.14 -21.8 -21.6 629 62.7
14 41.46 35.46 -20.3 -20.4 61.8 61.9
15 41.76 35.76 -18.5 -19.5 60.3 61.3

Die toetsinstrument en apparaatopstelling word aangetoon in figuur 2.7.
Toetspunt A is by die seinvilakmeter inset.

Eerste fundamentele frekwensie = 260.35 kHz

*Eerste 3 de orde Intermodulasieproduk = 257.40 kHz

Tweede fundamentele frekwensie = 263.30 kHz
**Tweede 3 de orde Intermodulasieproduk = 266.25 kHz
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Tabel F.12 Intermodulasieproduk evaluering teen 128 + j 51 ohm.

Tipe draerstelsel: Brown Boveri ETI 101

Piek omhullings drywing (P.E.P): 100 Watt

Lasimpedansie: 128 + j 51 ohm

Hibried verstel vir: 75 + j 0 ohm

Sendband: 360 kHz - 364 kHz

Seinviakmeter: Wandel & Goltermann SPM - 33

Seingenerator: Wandel & Goltermann PS - 33

Ossiloskoop: HP 54610

P.E.P gemeet

Seinvlak per

Seinvlak van

Dinamiese strek
tussen

by toetspunt A fundamenteel Intermodylasie- Rindaiisiitele.on
: by toetspunt | produkte in dBm .

in Watt en dBm A by toetspunt A Intermodulasie-
produkte in dB

Watt | dBm in dBm IM.1 | ™IM.2 | *IM. 1 **IM. 2
40 46.02 40.02 -27.7 -27.8 TI.T 73.8
42 46.23 40.23 -27.3 -27.8 735 74.0
44 46.43 40.43 -26.9 -27.2 73.3 73.6
46 46.63 40.63 -25.9 -26.1 725 127
48 46.81 40.81 -25.4 -25.8 7122 72.6
50 46.99 40.99 -24.7 -25.2 71.7 72.2
52 47.16 41.16 -23.8 -24.5 71.0 1.7
54 47.32 41.32 -23.2 -23.9 70.5 71.2
56 47 .48 41.48 -22.6 -22.0 70.1 69.5
58 47.63 41.63 -22.0 -22.6 69.6 70.2
60 47.78 41.78 -21.7 -22.0 69.5 69.8

Die toetsinstrument en apparaatopstelling word aangetoon in figuur 2.7.
Toetspunt A is by die seinvlakmeter inset.

Eerste fundamentele frekwensie = 360.35 kHz

*Eerste 3 de orde Intermodulasieproduk = 357.40 kHz

Tweede fundamentele frekwensie = 363.30 kHz
**Tweede 3 de orde Intermodulasieproduk = 366.25 kHz
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LYS VAN AFKORTINGS

magnetiese permeabiliteit
mikrohenry

ohm

grade celsius
induktiewe reaktansie
kapasitiewe reaktansie
theta

meter per sekonde

frekwensie in radiale

induktansie faktor
terugvoerverlies

steilheidsfaktor

transhibried verlies

verswakking van koaksiale kabel

American Wire Gauge

magnetiese vioeddigtheid
Brown Boveri Company
baud

International Telephonic Consultative Committee

desibel

Enhanced Remote Terminal Unit

diélektriese konstante
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F1
F2
fo
FSF
FSK

H.F
Hz

IM.1
IM.2
IMD
IMD3
IP3

KF

kHz

kV

LCR

mA

nF

PEP

Q 188

Central University of
Technology, Free State

frekwensie

frekwensie een

frekwensie twee

geometriese middelfrekwensie
frekwensie skaleringsfaktor

frekwensieskuifsleuteling

magnetiseringskrag
hoé frekwensie
hertz

basisstroom

kollektorstroom

International Electric Committee
intermediére frekwensie

eerste intermodulasie frekwensie
tweede intermodulasie frekwensie
intermodulasiedistorsie

derde orde intermodulasiedistorsie

interseppunt vir 3de orde intermodulasieprodukte
korreksiefaktor

kilohertz

Kilovolt

kelvin per watt

induktansie, kapasitansie, weerstand
milliampere

nanofarad

piek omhullingsdrywing
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SMPTE
SSB
SSBSC

Vce
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resistor

optimum impedansie

Society of Motion Pictures and Television Engineers
enkelsyband

enkelsyband onderdrukte draaggolf

kollektor/emittorspanning

impedansie

karakteristieke impedansie
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